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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SUPRACONDUCTIVITE -
Partie 12: Mesure du rapport volumique matrice/supraconducteur —

Rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils
en composite supraconducteur Nb3Sn

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation inte ormalisation
composée de tous les comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux gé apour objet
de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nor s gines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, s inferpationales.

Leur élaboration est confiée a des comités d' études aux travaux desquelg téressé par le

mentales qui

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questjens teshniques, repyésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, |étant donné q ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études

3) Les documents produits se présentent sgus 1aq ions/internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications technique i ides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interngtionale, les\Conyités™ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure du posSible, les\NOxmes Jinternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toui{e divergence, entke nor de/la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiques e airs dang cette derniere

5) La CEIl n'a fixé aucune pgocéd re cncernant e larquage)comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand b a l'une de ces normes

6) L'attention est atfifée s Ie fait quecertains elémenys de la présente norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de pr ; e{le olnde droits\apalogues. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir iden de i ) et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern | 81788-12 a été établie par le Comité technique 90 de la CEI

La version francai

de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Les annexes D, E, F et G sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPERCONDUCTIVITY -
Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement —

Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite
superconducting wires

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The E
Organization for Standardization (ISO) in accordance with condition
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matter s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects isincg i orMmittee has representation
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of/fecomam al ¥se and are published in the form
of standards, technical specifications, i 3 ides and fjhey are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiq ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum| exte pOSS Ie in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC~Standard and\the e mational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no mparking\procedure_to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be t confQrmity wit

6) Attention is drawptq th ibillt S lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. P S jBle for identifying any or all such patent rights.

International Standé& E 12\Ias been prepared by IEC technical committee 90:

Superconductivity.

The text of this s i ed on the following documents:

\ FDIS Report on voting
90/123/FDIS 90/128/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annexes D, E, F and G are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Le rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils supraconducteurs est une valeur numérique
importante utilisée pour déterminer la densité de courant critique et sa stabilité, qui sont deux
des caractéristiques importantes des fils supraconducteurs. La présente norme couvre une
méthode d’essai normalisée pour le rapport volumique cuivre/non-cuivre de fils en composite
supraconducteur NbsSn en cuivre stabilisé multiconducteur (ci-dessous désigné par le terme
fils Cu/Nb3Sn).

Les fils Cu/NbsSn peuvent étre classés en quatre types en fonction de I'implantation du
stabilisateur, comme illustré a I'Annexe G: le type a stabilisateur externe, le type a
stabilisateur interne, le type a stabilisateur réparti et le type a stabilisateur contigu avec

un type dont la section est du type a stabilisateur externe ou a stabilisat i , quel que
soit le processus de production employé.

Pour le type de stabilisateur interne, la structure interne
empeche la dISSO|UtI0n et Ienlevement du culvre Contrair

Comme méthode plé
de traitement d s
L’Annexe C spécifig
méthode de polis S
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INTRODUCTION

The copper to non-copper volume ratio of superconducting wires serves as an important
numeric value used when determining the critical current density and its stability, which are
two of the important characteristics of superconducting wires. This test method is concerned
with the standardization of the test method for the copper to non-copper volume ratio of
copper stabilized NbsSn multi-filamentary composite superconducting wires (hereinafter
referred to as Cu/Nb3Sn wires).

Cu/Nb;Sn wires can be classified into four types according to the layout of the stabilizer as
shown in Annex G: the external stabilizer type, the internal stabilizer type, the distributed
stabilizer type and the contiguous stabilizer with distributed barrier type—Ihe test method
specified by this standard may be applicable to a type whose cross-sectipn is of the external

— the paper mass method, where a photo of the cros

This standard is concerned with the pa er%’
supplementary methods, ¢he tmage pracessi ethod and the copper mass method adopted
for Cu/NbsSn wires ar S

planimeter is specified 1} . Dan example of a polishing method is also

specified. :
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SUPRACONDUCTIVITE -
Partie 12: Mesure du rapport volumique matrice/supraconducteur —

Rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils
en composite supraconducteur Nb3;Sn

1 Domaine d’application

La présente norme couvre la méthode d’essai de détermination du( rapport volumique
cuivre/non-cuivre des fils Cu/Nb3Sn.

Bien que son exactitude soit moindre cet éth §
rapport volumique cuivre/ fils bj danht la section et le rapport volumique
[ I spécifiées ci-dessus.

cuivre/non-cuivre ne s’ing e g

uivants sont indispensables pour l'application du présent
document of& datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références

CEl 60050-815,
conductivité

Wocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 815: Supra-

CEl 61788-5, Supraconductivité — Partie 5: Mesure du rapport volumique matrice/supra-
conducteurs — Rapport volumique cuivre/supraconducteur des composites supraconducteurs
de Cu/Nb-Ti

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions données dans la CEl 60050-815
s’appliquent.

Le rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils Cu/Nb3Sn est défini comme le rapport entre la
surface du cuivre stabilisateur et celle du matériau non-cuivre.
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SUPERCONDUCTIVITY -
Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement —

Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn
composite superconducting wires

1 Scope

This standard describes the test method for determining the copper to
ratio of Cu/Nb3;Sn wires.

The test method given hereunder is applicable to Nb;Sn com g wires
with a cross-sectional area of 0,1 mm? to 3 mm? and a copper’to ™ ume ratio of
0,1 or more. It does not make any reference to the fila Ndi Qr; it is not

applicable to those superconducting wires with their filam sn\, CuSn, ba rier materlal and
other non-copper portions dispersed in the copper—ma j
dispersed. Furthermore, the copper to non-coppe ati be determined on

This test method ma
appropriate modificati

2 Normative r;

are indispensable for the application of this document.
dition cited applies. For undated references, the latest edition

IEC 61788-5, Supersbnductivity — Part 5: Matrix to superconductor volume ratio measurement —
Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti composite superconductors

3 Terms and definitions
For the purposes of this standard, the definitions given in IEC 60050-815 apply.

The copper to non-copper volume ratio of Cu/NbsSn wires is defined as the ratio of area of
the stabilizer copper to that of non-copper.
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